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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS DE MESURE ET DE COMMANDE DE PROCESSUS —
METHODES ET PROCEDURES GENERALES D’EVALUATION
DES PERFORMANCES —

Partie 3: Essais pour la détermination des effets
des grandeurs d’influence

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation i ion composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natiohauX\de ¥a C 1). Da a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions~de NOKN i ys les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autre i Rli fmes Internationales
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travd t Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationaleg, ggUvy S on gouvernementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux trava e étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (1ISO), selon des condi entre les deux organisations

Les décisions ou accords officiels de la CE ant les\questigns technigues, représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les syj Studiés, Btant donné gle les Comités nationaux intéressés

sont représentés dans chaque comité d’étude

Les documents produits se présentent solus la 6 mandations internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guid S gls par les Comités nationaux.

Dans le but d'encourager I'dnifi 3 b
facon transparente, dan q ) ofmes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. e di [ a ng/me de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étrg indt 3 irs\dans cette derniére.

La CEIl n’a fixé pCé afquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagé N < é conforme a I'une de ses normes.

FDIS Rapport de vote

65B/320/FDIS 65B/331/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

La CEIl 61298 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Dispositifs de
mesure et commande de processus — Méthodes et procédures générales d’évaluation des
performances:

Partie 1: 1995, Généralités
Partie 2: 1995, Essais dans les conditions de référence

Partie 3: 1997, Essais pour la détermination des effets des grandeurs d’influence

Partie 4: 1995, Contenu du rapport d’évaluation
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PROCESS MEASUREMENT AND CONTROL DEVICES -
GENERAL METHODS AND PROCEDURES
FOR EVALUATING PERFORMANCE -

Part 3: Tests for the effects of influence quantities

FOREWORD

1) The IEC (International EIectrotechnlcaI Commlssmn) is a worIdW|de Qrganizg '0

entrusted to technical committees; any IEC National
participate in this preparatory work. International,
with the IEC also participate in this prepara
for Standardization (ISO) in accordance
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on ecnlca matters express, as nearly as possible, an

3) The documents produced h

4) In order to promote int

Standards transpdrentl
divergence bet Q
indicated in the lattef.

5) The IEC provides mQNnark

6) Attention is drawn g the ssibi that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent riglts. 3 held responsible for identifying any or all such patent rights.

technical comamitiee\6 dustrial-process measurement and control.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

65B/320/FDIS 65B/331/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

IEC 61298 consists of the following parts, under the general title Process measurement and
control devices — General methods and procedures for evaluating performance:

— Part 1: 1995, General considerations

— Part 2: 1995, Tests under reference conditions

— Part 3: 1997, Tests for the effects of influence quantities

— Part 4: 1995, Evaluation report content
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INTRODUCTION

Cette norme ne se substitue pas aux normes existantes mais doit plutdt étre considérée
comme un document de référence utilisable pour des normes futures concernant |'évaluation
des instruments de commande de processus, émanant de la CEIl ou de tout autre organisme. |
convient que toute révision de normes existantes prenne la présente norme en considération.

Il convient que ce document serve de base normative commune pour la préparation des
normes futures applicables de la maniéere suivante:

— il est recommandé que toute méthode ou procédure d'essai déja traitée dans la présente
norme soit spécifiée et décrite dans la nouvelle norme par référe
correspondant de la présente norme;
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INTRODUCTION

This standard is not intended as a substitute for existing standards, but is rather intended as a
reference document for any future standard developed within the IEC, or other standards
organizations, concerning the evaluation of process instrumentation. Any revision of existing
standards should take this standard into account.

This common standardized basis should be utilized for the preparation of future relevant
standards, as follows:

specified in the new standard in accordance with the criteria, as
stated in this standard;

— any conceptual or significant deviation from the content of
identified and justified if introduced in a new standard.

O
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DISPOSITIFS DE MESURE ET DE COMMANDE DE PROCESSUS —
METHODES ET PROCEDURES GENERALES D’EVALUATION
DES PERFORMANCES —

Partie 3: Essais pour la détermination des effets
des grandeurs d’influence

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 61298 spécifie les méthodes et procédires.gé rales pour

des grandeurs d'influence.

2 Références normatives

est sujet a révision et|lespatti
CEIl 61298 sont@? S & '
des documents n ifs indi

registre des Normes

CEIl 60068-2-31:1969; Essais d'environnement — Deuxieme partie: Essais — Essai Ec: Chute et
culbute, essai destiné en premier lieu aux matériels

CEIl 60654-1:1993, Matériels de mesure et de commande dans les processus industriels —
Conditions de fonctionnement — Partie 1: Conditions climatiques

CEI 60902:1987, Mesure et commande dans les processus industriels — Termes et définitions

CEIl 61000-4-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 2: Essais dimmunité aux décharges électrostatiques. Publication
fondamentale en CEM

CEIl 61000-4-3:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 3: Essai d’immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux
fréquences radioélectriques. Publication fondamentale en CEM
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PROCESS MEASUREMENT AND CONTROL DEVICES -
GENERAL METHODS AND PROCEDURES
FOR EVALUATING PERFORMANCE -

Part 3: Tests for the effects of influence quantities

1 Scope

the inputs and outputs, and mclude analogue and digita
special tests, this part of IEC 61298 is to be used, toge
specifying special tests.

This part of IEC 61298 covers tests for the effe

2 Normative references

recent editions of the nc
registers of curr

IEC 60068-2-3:198

IEC 60654-1:1993, “Industrial-process measurement and control equipment — Operating
conditions — Part 1: Climatic conditions

IEC 60902:1987, Industrial-process measurement and control — Terms and definitions

IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 2: Electrostatic discharge immunity test. Basic EMC publication

IEC 61000-4-3:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test. Basic
EMC publication
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CEIl 61000-4-4:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 4: Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves.
Publication fondamentale en CEM

CEIl 6100-4-5:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 5: Essais d'immunité aux ondes de choc

CEl 61298-1:1995, Dispositifs de mesure et de commande de processus — Méthodes et
procédures générales d’évaluation des performances — Partie 1: Généralités

CEl 61298-2:1995, Dispositifs de mesure et de commande de processus — Méthodes et
procédures générales d'évaluation des performances — Partie 2: Essais dans les conditions de
référence

CEl 61298-4:1995, Dispositifs de mesure et de commande de protess féthodes et

3.1
D.E
dispositif essayé

3.2
grandeur d'influence
parameétre d'essai

3.3 <>
grandeur (variable

3.4
signal*
grandeur~physi b ou plusieurs paramétres sont porteurs d'informations sur une ou
plusieurs autre g gue le signal représente.

condition représentant un aspect de

3.5
étendue*
gamme des valeurs comprises entre les limites inférieure et supérieure de la grandeur considérée

3.6
intervalle*
différence algébrique entre les limites supérieure et inférieure d'une étendue déterminée

3.7

événement inattendu

panne, défaut de fonctionnement, anomalie du dispositif ou dommage inopiné a ce dispositif
survenant durant une évaluation, et nécessitant une intervention du constructeur

3.8

procédure d'essai

spécification des essais a effectuer et des conditions de chaque essai, établie d'un commun
accord avant d'effectuer les essais entre le constructeur, le laboratoire d'essai et le client (ou
['utilisateur)
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